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Prof. G. Kemnitz

Test und Verlasslichkeit: Aufgabenblatt 5

Hinweise: Schreiben Sie die Losungen, so weit es moglich ist, auf die Aufgabenblitter. Tragen
Sie Namen, Matrikelnummer und Studiengang in die nachfolgende Tabelle ein und schreiben Sie
auf jedes zusétzlich abgegebene Blatt ihre Matrikelnummer.

] Name | Matrikelnummer | Studiengang | Punkte von 15 |

| | | | |

Aufgabe 5.1: Fiir ein herkémmliches Auto sein angenommen, dass mit einem Durchschnitts-
fahrer die mittlere Zeit zwischen zwei durch den Fahrer verursachte Unfillen 200 Stunden betragt.
Hinzu kommt ca. alle 3000 Fahrstunden ein Unfall durch technisches Versagen des Fahrzeuges.
Von einem neuartigen Steuergerit, dass iiberh6hte Geschwindigkeiten und zu geringe Sicherheits-
abstdnde unterbindet, wird erwartet, dass es die mittlere Zeit zwischen zwei durch den Fahrer
verursachte Unfélle verdreifacht.

a) Wie grof} ist bisher die mittlere Zeit zwischen zwei Unféllen? 1P

b) Wie groft muss die mittlere Zeit zwischen zwei durch das neue Steuergerét verursachte Unfille
mindestens sein, damit sich insgesamt die mittlere Zeit zwischen zwei Unfillen auf das 2,5-
fache erhoht? 2P

Aufgabe 5.2: Wie grofs darf die mittlere Reparaturzeit MTT R fiir einen Drucker maximal sein,
wenn dieser im Mittel dreimal im Jahr ausfallt und mit py > 99% Wahrscheinlichkeit verfiigbar
sein muss? 2P

Aufgabe 5.3: Der Fehleranteil der Transistoren eines Fertigungsprozesses fiir integrierte Schalt-
kreise sei bekannt und betrage: .
DLy ~107°

Andere Fehlerarten seien zu vernachlassigen.

a) Wie hoch ist der Fehleranteil DLic fiir Schaltkreise mit 10°, 106 und 107 Transistoren. 3P

b) Schiitzen Sie fiir den Aufgabenteil zuvor die Stiickkosten der Halbleiter-Chips mit 10° und
107 Transistoren ab unter der Annahme, dass ein Chip mit 10° Transistoren Kic (106) =
1 Eur kostet. Die Fertigungskosten sollen sich proportional zur Chipfliche und umgekehrt
proportional zur Ausbeute Yic &~ 1 — DL;j¢ verhalten:

(Kic — Schaltkreiskosten; N, — Transistoranzahl; Ktg — Kosten pro Transistor; Yi¢ — Schalt-
kreisausbeute). 2P
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Aufgabe 5.4: Eine Software mit 10.000 NLOC enthilt nach Beseitigung der Syntaxfehler und
der bei Ausprobieren erkannten Fehler (d.h. vor dem griindlichen Test) etwa noch 20 Fehler auf
1000 NLOC. Bei der Fehlerbeseitigungsiteration mit dem griindlichen Test sei im Mittel jeder
vierte Beseitigungsversuch erfolgreich und bei der Beseitigung von jedem dritten Fehler entsteht
ein neuer Fehler.

a) Wie hoch ist die zu erwartende Fehleranzahl vor dem griindlichen Test? 1P
b) Wie grof ist die GiitekenngroRe Qrep der Reparaturiteration'? 1P

c) Welche Fehleriiberdeckung muss der griindliche Test haben, um die zu erwartende Fehleran-
zahl auf 50 zu reduzieren? 3p

1Benutzen Sie die korrigierte Version von Foliensatz TV-F2 auf der Web-Seite. Im ausgegebenen Handout sind
Fehler.



